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高温高圧合成法により合成された充填スクッテルダイト化合物は希土類元

素の選択により超伝導，半導体，磁性など様々な物性を示すことが報告され

ている。これまでにこれらの化合物の高圧下における X 線回折実験を行い，

格子定数の増加に伴って体積弾性率が減尐する傾向を報告した[1]。近年 As

系スクッテルダイト化合物 RT4As12(R= La, Ce; T= Fe, Ru, Os)の高圧合成に

成功し，カゴを形成する X原子（X= P, As, Sb）の違いによる体積弾性率の系

統的な比較を行った。高圧下における粉末 X 線回折実験にはキュービックア

ンビル型高温高圧発生装置を用いて合成した試料を用い，ダイヤモンドアン

ビルセル（先端径 0.5mm，ガスケット T301，圧力媒体 4:1 methanol-ethanol）

により 10GPaまで室温で加圧を行った。圧力測定にはルビー蛍光法を用いた。

各圧力での X 線回折パターンから求めた格子定数で圧縮曲線をプロットし，

Birchの状態方程式を用いてフィッティングを行って体積弾性率 B0を決定した。

図 1 に RT4X12(R= La, Ce; T= 

Fe, Ru, Os; X= P, As, Sb)の

1atm での格子定数と体積弾性

率 B0 の関係を示す。X 元素の

置換では P>As>Sb の順に B0

の値は低下し，T 元素の置換で

は Feの体積弾性率が小さく Ru

と Os については物質によって

値が異なる。さらに，X原子のカ

ゴ中でのゲスト原子Rの自由度

を表す指標(rGFD)は格子定数に

比例して大きくなり，B0 の値も

rGFD に比例する傾向が見られ

る。 
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図 1  RT4X12(R= La, Ce; T= Fe, Ru, 

Os; X= P, As, Sb)の 1atmでの格子定数

と体積弾性率 B0の関係 


